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 要  旨 
 
光波の干渉を利用して表面形状を精密計測する手法はこれまでに広く
用いられてきた．光波干渉計測は最も高精度な計測のひとつであり，計測
対象に非接触での計測が可能である． 
低コヒーレントな白色光を用いる白色干渉計測において高精度・高分解
能な計測を行うためには，干渉計の光路差がゼロとなる位置を正確に求め
る必要がある．そのための干渉縞解析法はこれまでに様々な方法が提案さ
れてきた．現在の主流であり，大部分の白色干渉計において採用されてい
る方法が包絡線の最大位置検出法である．これは位相シフト法やフーリエ
変換法を用いて白色干渉縞の包絡線を求め，それが最大となる位置を検出
する方法である．しかし，この方法には高さ方向の分解能が干渉縞のサン
プリング間隔に依存してしまうという問題がある．また包絡線の頂点付近
はなだらかな曲線となっており，ノイズによる読み取り誤差が生じやす
い． 
干渉縞の包絡線の代わりに信号領域の位相情報を用いる手法として，
我々の研究室で提案した位相クロス法がある．位相クロス法とは，異なる
分光帯域をもつ複数の干渉縞の信号領域での位相クロス情報を利用する
方法である．信号領域での位相は干渉縞の光路差に対して線形であるた
め，単純な線形補間により位相を高精度に復元することができる．この位
相情報を用いることで光路差がゼロとなる位置をサブサンプリングで求
めることができ，高解像度な計測が可能となる．しかしながら干渉縞の位
相クロス情報を利用するため，異なる分光帯域をもつ干渉縞を少なくとも
2組必要とし，それぞれの干渉縞の誤差が重畳されてしまうという問題が
あった． 
本研究では，白色干渉縞の信号領域での位相情報を用いた新しい方法で
ある位相ゼロクロス法を提案する．本方法では，単一分光帯域の干渉縞か
ら信号領域の位相を求め，その位相ゼロクロス情報を利用する方法であ
る．干渉縞の信号領域での位相を用いていることにより位相クロス法と同
じく単純な線形補間が可能であることに加え，包絡線最大位置検出法と同
等の広分光帯域な白色干渉縞を用いることで高精度な計測が可能となる．
本研究では位相ゼロクロス法の優位性を実験によって実証する．また実際
に使用される計測器には，精度だけではなく速度も求められている．そこ
で位相ゼロクロス法を用いた白色干渉計測の高速化についても提案し，実
験により実証する． 
 
